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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A HAUTE TENSION -

Partie 101: Essais synthétiques

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationagx deNa CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions dg normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres a t|V| és~publie_des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des/S§ ions SS|bIes au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). L& t i confige a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa S { i 1g¥

du possible, un accord international sur les sujets étudiés,
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

La CEl n'a prévu aucune
responsablllte pour les €y

Aucune respons
mandataires, y cu®
nationaux de la CEl,

iété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
voir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

responsable d e pas

La Norme internationale CEI 62271-101 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage a
haute tension, du comité d'études 17 de la CEIl: Appareillage.

Cette premiére édition annule et remplace la troisieme édition de la CEIl 60427 parue en
2000. Cette premiére édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu de la troisieme édition de la CEIl 60427 et des documents
suivants:

FDIS Rapport de vote

17A/753/FDIS 17A/755/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

1)

International S
switchgear and con

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -

Part 101: Synthetic testing

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object/of TEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electricall and ele ronic flelds To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides q
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any | i if{tee ipterested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. In b S \ al/and non-

interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for ati and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonakle effo e hat the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be<held\resgonsibl¢ hich they are used or for any
misinterpretation by any end user.

mitte€s undertake to apply IEC Publications
and regional publications. Any divergence
gtonal publication shall be clearly indicated in

transparently to the maximum extent posgi
between any IEC Publication and the corre

No liability shall
members of its tes
other damage of any

andard\IEC 62271-101 has been prepared by subcommittee 17A: High-voltage
dlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

This first edition cancels and replaces the third edition of IEC 60427 published in 2000. This
first edition constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the third edition of IEC 60427 and the following
documents:

FDIS Report on voting
17A/753/FDIS 17A/755/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Cette publication doit étre lue conjointement avec la CEIl 62271-100. La numérotation des
paragraphes de [I'Article 6 reprend celle de la CEI 62271-100. Néanmoins, tous les
paragraphes de la CEI 62271-100 ne sont pas concernés, uniquement ceux ou les essais
synthétiques ont introduit des changements.

La série CEI 62271 comprend les parties suivantes, sous le titre général Appareillage a haute
tension :1

Partie 100: Disjoncteurs a courant alternatif a haute tension
Partie 101: Essais synthétiques
Partie 102: Sectionneurs et sectionneurs de terre a courant alternatif

Partie 104: Interrupteurs a haute tension de tension assignée égale ou

Partie 105: Combinés interrupteurs-fusibles pour courant alternatif

Partie 107: Circuits-switchers fusiblés pour courant alterna e i assignée
supérieure a 1 kV et jusqu'a 52 kV inclus

Partie 108: Disjoncteur-sectionneur a courant alternatjf 3 e\ tensi de tension
assignée supérieure ou égale a 72,5 kV

Partie 109:
Partie 110:

* reconduite;
* supprimée;

* remplacée pagn

« amendée.

1 Certaines de ces parties sont toujours en train d’étre développées.
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